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Opsytec Product Information

tinyTracker 172 nm

Xenon-Excimer-Lampen ermöglicht neue, ressourcen-
schonende und effizientere Fertigungsmöglichkeiten 
im Bereich der Oberflächenbehandlung zur Mattierung, 
Reinigung, Oberflächenaktivierung oder zur  Einsparung 
von Photoinitiatoren.

Hierzu wird das schmalbandige Spektrum um 172 nm in 
der Regel unter Inertgasathmosphäre genutzt. Die hohe 
Photonenenergie reicht dann aus um nahezu alle orga-
nischen Verbindungen zu spalten. 

Auch im sogenannten Vakuum-UV (VUV) ist die Mes-
sung von 172 nm eine wichtige Komponente zur Pro-
zesskontrolle und Optimierung.

Mit dem tinyTracker 172 bieten wir ein kalibriertes Band-
radiometer an, das für die Anwendung in einer inerten 
Atmosphäre geeignet ist. Der tinyTracker 172 ist hierzu 
absolut kalibriert und misst die Bestrahlungsstärke und 
Bestrahlungsdosis von Xenon-Excimer-Lampen.

Durch die besonders flache Bauform kann der tinyTra-
cker172 durch Bestrahlungskanäle von UV-Bandtrock-
nern und anderen industriellen Anlagen geführt werden. 

Die Aufzeichnung der Werte startet automatisch bei 
Überschreitung einer einstellbaren Mindestbestrah-

Software TrackerViewer172 

HighLights 

•	Kalibrierter Photodetektor für VUV-Strahlung

•	 Ideal für die Messung von172 nm 

•	Geringe Höhe von nur 10 mm

•	Schnelle Datenaufzeichnung 

tinyTracker172
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berechnet. Der Mittelwert der normierten Strahlstärkeverteilungskurve ist 

SVK  = 0,85 bei λmess = 172 nm. 
Das Xe2

*-Spektrum ist nicht symmetrisch und zum kürzerwelligen Bereich von 
der Transmissionskante des synthetischen Quarzglases überlagert. Das erste 
Kontinuum ist von außen nicht messbar.  
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a) b) 
Abbildung  7.1:  a) Relative Strahlstärkeverteilungskurve des Strahlers VUV-K-9 aufgenommen bei 

λmess = 172 nm. b) Emittiertes Spektrum der Strahlstärke für p = 300 mbar (ϕ = 0°) 

Die goniometrische Messung des Strahlungsusses wird für Hochleistungs-
strahler mit Xenondrücken pXe = 210 mbar, pXe = 300 mbar und pXe = 400 mbar 
identisch durchgeführt. Gleichzeitig wird für jeden Koaxialstrahler die Repeti-
tionsrate variiert. Die erreichte optische Leistung PVUV bezogen auf die Man-
teläche der Strahler ist für 210 mbar ≤ pXe ≤ 400 mbar in Abbildung  7.2 über 
der Repetitionsrate aufgetragen. 
Die optische Leistungsdichte steigt mit der Repetitionsrate auf 
PVUV = 0,09 W/cm2 bis PVUV = 0,12 W/cm2. Die größere Leistungsdichte bei 
höherem Xenondruck ist deutlich ersichtlich. Bei gleicher Repetitionsrate wird 
für den Strahler mit pXe = 400 mbar die höchste optische Leistungsdichte er-
reicht. Die absolut höchste Leistungsdichte PVUV = 0,12 W/cm2 wird jedoch bei 
einem Druck pXe = 300 mbar und einer Repetitionsrate f = 143 kHz erreicht.  
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Abbildung  7.2:  Optische Leistungsdichte als Funktion der Repetitionsrate für einen Xenon-Druck 

zwischen 210 mbar und 400 mbar. 

Die weitere Steigerung der Leistungsdichte mit der Repetitionsrate wird durch 
ein Umschlagen der homogenen Entladung in engkanalige Dünnlamente ver-
hindert. Oberhalb einer Grenz-Repetitionsrate fGrenz bilden sich lokale, ortsfeste 
Filamente mit hoher Stromdichte. Einhergehend sinkt die Plasma-Efzienz. Im 
Rahmen der Untersuchung wurde für die engkanalig lamentierte Entladung 
mit hoher Stromdichte eine Steigerung der el. Leistung auf den 6-fachen Wert 
beobachtet, wobei der Strahlungsuss konstant blieb. Die resultierende schlech-
te Efzienz bei hohen Stromdichten ist aus der Literatur wie (Mildren et al. 
2001b) bereits bekannt. Das Umschlagen in Filamente muss daher durch eine 
Repetitionsrate f < fGrenz vermieden werden. Ein Vergleich einer homogenen 
und einer lamentierten Entladung ist in Abbildung  7.3 exemplarisch für 
pXe = 400 mbar dargestellt. 

a)  b)  

Abbildung  7.3:  Umschlagen der homogenen Entladung in eine engkanalig lamentierte Entladung 
mit gesteigerter Repetitionsrate. a) f = 60 kHz b) f = 65 kHz. pXe = 400 mbar 

Xenon-Excimer-Spektrum bei 172 nm

lungsstärke. Der eingebaute Photodetektor ist von der 
PTB kalibriert. Die Datenaufzeichnung erfolgt auf eine 
austauschbare SD-Karte, die Datenübertragung über 
die USB. Die Auswertung und der Datenexport erfolgt 
bequem am PC.

Der Li-Ionen-Akku erreicht eine Aufzeichnungsdauer 
von bis zu 3 h. Der Li-Ionen-Akku kann direkt über die 
USB-Schnittstelle geladen werden. 
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Typische, spektrale Empfindlichkeit des Photodetektors

Technische Daten

Messbereich 0-200 mW/cm²

Auflösung 12 bit

Aufzeichnungsdauer bis zu 3 Stunden

Aufzeichnungsfrequenz 1 - 100 Hz, einstellbar

Photodetektor GAP

Spektr. Empfindlichkeit 155 nm - 520 nm

Abmessungen 195 x 79 x 10 mm

Zul. Betriebstemp 60 °C

Versorgungsspannung 5 V DC

Stromversorgung Li-Ion-Akku, 1250mAh

Schnittstelle MiniUSB 2.0

Systemvoraussetzungen Windows 10 / 11  

300 MB HDD, 4 GB RAM

Lieferumfang
tinyTracker172, Werks-Kalibrierschein, USB-Kabel, 
Netzteil, Transportkoffer

Bestellnummer

tinyTracker172 824204

Software Tracker Viewer


